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摘要(译)

本发明涉及一种用于形成介质的回波描记图像的超声成像系统，该系统
包括换能器元件[EL]的组[REC]，其在超声波的发送模式和接收模式下操
作，构造装置[ REB]用于根据信号[S [1]构建回波信号。 。 。 S [N]]在换
能器元件[EL]上接收，显示装置[DIS]耦合到构造装置[REB]，以便显示借
助于回波描记信号形成的介质的图像。构造装置[REB]是这样的，在所谓
的禁区中，其中检测到相干反射器并且由确定装置[DET]确定，接收延迟
[D]以除了[INT]之外的方式估计。 [CORR]用于其他区域。然后，基于估
计的延迟[D [Z]，Di [Z}}来执行回波描记信号的计算[CAL]。本发明能够校
正相位差，并且仍然提供优异的横向分辨率，特别是在点相干反射器的
情况下。
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